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[緒言] マンモグラフィの品質管理において、平均乳腺線量の算出に半価層（Half-value layer: HVL）

の測定が必要である。我々はこれまでに、コストが安い Al2O3を主成分とする 2 次元熱蛍光スラ

ブ線量計（Thermoluminescence slab dosimeter: TLSD）と Alステップフィルタ付きホルダ（千代田

テクノル）を用いた簡易的な半価層測定を試みた。しかし、電離箱線量計（Ion chamber: IC）から

得られた半価層の値と差が生じた。この原因は、Alステップフィルタと 2次元 TLSDが近接して

いることによる散乱線の影響だと考えられた。今回、半価層測定における Alステップフィルタか

ら生じる散乱線の影響を検討したので報告する。 

[方法] デジタルマンモグラフィ品質管理マニュアル 1) に基づき、Al板を照射野絞りの上に設置し、

乳房 X線撮影装置を用いて TLSDに X線を照射した。ターゲット/フィルタは Mo/Mo、照射条件

は 28 kV, 80 mAsとした。照射 30分後に TL（Thermoluminescence）の測定を行った。Al板が無い

場合（0 mmAl）の測定値を基準として、Al厚に対する TL量の減弱曲線から半価層を算出した。

また、従来の方法による ICの測定値とAlステップフィルタを用いた TLSDの測定値を比較した。 

[結果・考察] Fig. 1に IC及び TLSDから得られた減弱曲線を示す。従来の方法による TLSDの減

弱曲線は、Alステップフィルタを用いた方法と比較して、ICから得られた減弱曲線の形状に近づ

いた。Table 1に IC及び TLSDによる減弱曲線か

ら算出した半価層の値を示す。Alステップフィル

タを用いた TLSD の半価層は ICより 0.12 mmAl

高い値となったが、Alフィルタとの距離を取るこ

とによりその差は 0.03 mmAlと小さくなった。こ

れらの結果から、Alステップフィルタから生じる

散乱線の影響を補正することにより、ICによる半

価層の測定値と近い値を得られると考えられた。

今後、TLSD の測定値に及ぼすその他の要因の調

査とその補正方法を検討する。 
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Fig. 1 Attenuation curves of ion chamber, TLSD with 

 conventional method and TLSD with Al step filter. 

 

Table 1 Comparisons of HVL between IC and TLSD. 

Tube voltage 

(kV) 

mAs value 

(mAs) 

HVL (mmAl) 

Ion 

chamber 
TLSD 

TLSD with 

Al step filter 

28 80 0.33 0.36 0.45 
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